Descricao: Painel de azulejos italo-flamengos (MNAz inv.n°
121). Dimensdes: 130 x 130 x 17 mm.

Amostras: Azulejos e secgdes polidas em depdsito no
Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.

PATRIMONIO
CULTURAL



Indice AzuRe306
 (Caracterizacao Morfologica E—

v Imagens de microscopia 6tica (OM)
v Imagens de microscopia electrénica (SEM)

 Caracterizacao Quimica/Mineralogica
v Analise por SEM/EDS




Caracterizagio Morfolégica: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA

Equipamento: Lupa binocular Leica M205 C com cdmara acoplada Leica DFC295.

RN [MAHERCULES PATRIMONIO FCT sl AzuBkar ao indice




AVANCR{VSN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 10.1mm x32 BSECOMP 40Pa 20.0kV 10.4mm x90 BSECOMP 40Pa 500um 20.0kV 10.3mm x120 BSECOMP 40Pa 400um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




AVANCR{VSN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20.0kV 10:4mm x3.00k BSECOMP 40Pa

20.0kV 10.4mm x1.00k BSECOMP 40Pa

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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AzuRe306 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe306/AzuRe306_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO - INCLUSAO
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AzuRe306 EDS Vidradolncluso.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe306/AzuRe306_EspectroEDS_VidradoInclusão.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO LARANJA
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AzuRe306 EDS Laranja.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe306/AzuRe306_EspectroEDS_Laranja.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS
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AzuRe306 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe306/AzuRe306_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO
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AzuRe306 EDS Inclusio?.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe306/AzuRe306_EspectroEDS_Inclusão1.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA - INCLUSAO
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AzuRe306 EDS Inclusdo2.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe306/AzuRe306_EspectroEDS_Inclusão2.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*
Area Analisada Na Mg Al Si K Ca Fe Sn Sb Pb

414 057 1,57 2524 287 2,08 - 6,09 - 57,43
744 180 1119 3460 839 4,01 1,27 -- - 31,30
1,93 0,73 058 2,69 - - 4,85 - 37,97 51,25

pigmento laranja

* - Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, ndo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*
Area Analisada Na Mg Al Si S Cl K Ca vV Mn Ti Fe Pb

359 336 1382 3658 096 036 3,06 29,16 -- -- 1,26 7,87
' 147 212 313 8,03 0,38 - 0,56 5,25 -- 1,07 - 77,99
incléo
199 250 545 13,34 -- 1,58 0,87 13,23 5,86 -- -- 3,67 51,52

chacota - inclusao

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, nao
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf

